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(54)【発明の名称】 内視鏡装置

(57)【要約】
【課題】  基板単独の検査と、複数の基板を接続した状
態の検査を共通の検査装置で、効率良く検査できる内視
鏡装置を提供する。
【解決手段】  基本の映像処理を行うＩＣ１４ｂ、１４
ａが実装された基本基板としてのマザーボード１１と、
機能拡張の処理を行うＩＣ１５を実装した第１の機能拡
張基板１２にはテスト信号の入出力を行うテスト信号コ
ネクタ１８ａ、１８ｂがそれぞれ設けられ、それぞれ単
独で検査を行えるようにすると共に、拡張コネクタ１７
ａ、１７ｂにより他の基板を着脱自在で接続できるよう
にすると共に、ＩＣ１４ａ等の検査に用いたテスト信号
の戻り信号を基板接続に応じて３ステートバッファ１９
ａ等により接続された基板側に送信し、しかも接続され
た基板のＩＣを通した戻り信号を最終的にマザーボード
１１のテスト信号コネクタ１８ａの出力部に戻す構成に
し、この出力部からの出力信号を調べることにより、複
数の基板が接続された状態の場合にも共通の検査装置で
簡単に検査ができるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被写体を撮像する撮像手段により得られ
た撮像信号に対して所定の基本処理する基本映像処理基
板と、前記基本映像処理基板に着脱自在に接続し、前記
撮像信号に対して所定の拡張処理する拡張処理基板とを
備えた内視鏡装置において、
動作検査を行うために、前記基本映像処理基板に実装さ
れた第１の被検査素子に対してテスト信号を入力するた
めの入力部と、
前記基本映像処理基板に実装された第１の被検査素子の
正常な動作によって前記第１の被検査素子より出力され
た第１の戻りテスト信号を前記拡張処理基板に実装され
た第２の被検査素子に送信するともに前記第２の被検査
素子の正常な動作によって前記第２の被検査素子より出
力された第２の戻りテスト信号を前記基本映像処理基板
に送信する接続手段と、
前記接続手段の接続状態に応じて、前記第１の戻りテス
ト信号と第２の戻りテスト信号とを切り替える切り替え
手段と、
前記切り替え手段に出力されたテスト信号を外部に出力
する出力部と、
を備えたことを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は映像信号処理装置を
構成する基板の検査等を容易にできるようにした内視鏡
装置に関する
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分
野で広く用いられるようになった。また、最近は撮像手
段を備えた電子内視鏡や、光学式内視鏡に撮像手段を内
蔵したＴＶカメラを装着した電子式内視鏡を使用し、撮
像手段で撮像した撮像信号を映像信号処理装置で信号処
理し、モニタに内視鏡画像として表示する内視鏡装置が
普及している。
【０００３】例えば、特願平１０－３３６１８９号では
映像信号処理装置を撮像信号に対して所定の基本処理す
る基本映像処理基板と、前記基本映像処理基板に着脱自
在に接続し、前記撮像信号に対して所定の拡張処理する
拡張処理基板とで構成することにより低コスト化できる
ようにしたものが提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来の内視鏡装置にあ
っては、製品の製造過程において基板に実装された半導
体集積回路の動作を検査する際に、各基板の機能に応じ
たテストプロトコルや検査装置を準備する必要がある
為、検査に多くの設備が必要になる欠点があった。ま
た、複数基板が組み合わされて使用される為、各基板単
独の検査と、複数基板を接続した状態での検査を行う必
要があり、製造効率が悪いという欠点があった。
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【０００５】この欠点を解決する為、例えばＩＥＥＥ１
１４９に規定されている汎用的なテストプロトコルに従
い、基板上に信号入出力コネクタを設けて基板動作の検
査を行う方法が一般的に行われている。この検査方法に
よれば、テスト信号入力部からテスト信号出力部までテ
スト信号を基板上の半導体集積回路にチェーン状に接続
しておいて、例えばＰＣ等の外部の検査装置からテスト
信号入出力部を介してテストデータを送信／受信する事
によって、基板の動作や実装状態などを検査する事が可
能になるものである。
【０００６】しかしながら、この場合、基板単独の検査
における検査効率は改善されるものの、従来の内視鏡装
置のように複数の基板を任意に接続可能な構成をとる機
器の全体の動作を検査する事ができないという欠点があ
った。
【０００７】（発明の目的）本発明は上述した点に鑑み
てなされたもので、基板単独の検査と、複数の基板を接
続した状態の検査を共通の検査装置で行う事により、少
ない設備で製造効率を向上させる事が可能になる内視鏡
装置を提供する事を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】被写体を撮像する撮像手
段により得られた撮像信号に対して所定の基本処理する
基本映像処理基板と、前記基本映像処理基板に着脱自在
に接続し、前記撮像信号に対して所定の拡張処理する拡
張処理基板とを備えた内視鏡装置において、動作検査を
行うために、前記基本映像処理基板に実装された第１の
被検査素子に対してテスト信号を入力するための入力部
と、前記基本映像処理基板に実装された第１の被検査素
子の正常な動作によって前記第１の被検査素子より出力
された第１の戻りテスト信号を前記拡張処理基板に実装
された第２の被検査素子に送信するともに前記第２の被
検査素子の正常な動作によって前記第２の被検査素子よ
り出力された第２の戻りテスト信号を前記基本映像処理
基板に送信する接続手段と、前記接続手段の接続状態に
応じて、前記第１の戻りテスト信号と第２の戻りテスト
信号とを切り替える切り替え手段と、前記切り替え手段
に出力されたテスト信号を外部に出力する出力部と、を
備えたことにより、基本映像処理基板が単独の場合と、
基本映像処理基板に拡張処理基板を接続した場合とで共
通の検査機器で簡単に行うことができるようにしてい
る。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図５は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の内視鏡装
置の全体構成を示し、図２は映像信号処理装置の構成を
示し、図３は映像信号処理装置内の映像信号処理回路の
構成を示し、図４は映像信号処理装置のマザーボードと
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拡張基板の接続形態を示し、図５は図４の変形例を示
す。
【００１０】図１に示すように第１の実施の形態の内視
鏡撮像装置１は、撮像手段を内蔵し、内視鏡診断或いは
内視鏡検査に使用される電子内視鏡２と、この電子内視
鏡２が着脱自在に接続され、照明光を供給する光源装置
３と、電子内視鏡２が着脱自在に接続され、電子内視鏡
に内蔵された撮像手段に対する信号処理を行う映像信号
処理装置４と、この映像信号処理装置４で生成された標
準的な映像信号が入力されることにより、撮像手段で撮
像した内視鏡画像を表示するＴＶモニタ５とにより構成
される。
【００１１】電子内視鏡２は体腔内等に挿入される細長
の挿入部６と、この挿入部６の後端に設けられた太い幅
の操作部７と、この操作部７からその基端が延出された
ユニバーサルコード８とを有し、このユニバーサルコー
ド８の末端側は２本に分岐してライトガイドが挿通され
た一方の端部に設けたコネクタ９ａは光源装置３に接続
され、撮像手段に接続された信号線が挿通された他方の
端部に設けたコネクタ９ｂは映像信号処理装置４に接続
される。
【００１２】図２に示すように映像信号処理装置４は、
撮像信号の基本処理を行う基本（映像処理）基板として
のマザーボード１１と、拡張機能として入力される映像
信号に画像処理を施す第１の機能拡張基板１２と、静止
画像を記録するための図示しない記録手段を設けた第２
の機能拡張基板１３とより構成されている。
【００１３】マザーボード１１には映像信号処理を行う
為のＩＥＥＥ１１４９テストプロトコルに対応した半導
体集積回路（以下ＩＣ）１４ａ、１４ｂが設けられ、機
能拡張基板１２、１３にも同様のＩＣ１５、１６がそれ
ぞれ設けられている。
【００１４】各々の基板は拡張コネクタ１７ａ、１７
ｂ、１７ｃにより導通接続される。具体的にはマザーボ
ード１１には拡張コネクタ１７ａにより第１の機能拡張
基板１２が着脱自在に接続され、第１の機能拡張基板１
２には拡張コネクタ１７ｂにより第２の機能拡張基板１
３が着脱自在に接続される。また、第２の機能拡張基板
１３には拡張コネクタ１７ｃによりさらに図示しない第
３の機能拡張基板が着脱自在に接続される。
【００１５】なお、拡張コネクタ１７ａ、１７ｂ、１７
ｃは同じ構造であり、従ってマザーボード１１に第１の
機能拡張基板１２を接続する代わりに、第２の機能拡張
基板１３等を接続することもできる。また、マザーボー
ド１１、機能拡張基板１２、１３の各基板にはテスト信
号を入出力するテスト信号コネクタ１８ａ、１８ｂ、１
８ｃがそれぞれ設けられている。また、拡張コネクタ１
７ａ、１７ｂ、１７ｃには図示したテスト信号、及び図
示しない映像信号や同期信号等が入出力できるように接
続されている。
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【００１６】各ＩＣ１４ａ、１４ｂ、１５、１６にはテ
スト信号の入力端子Ａと、テスト信号の出力端子Ｂと、
テストに必要な基準信号であるクロック、リセット信号
等の入力端子Ｃを備え、テスト信号は図示したようにチ
ェーン状に接続した構成となっているとともに基準信号
はバッファ２０を介して各ＩＣに印加できるように共通
に接続された構成となっている。
【００１７】更に各基板にはテスト信号の接続順序を切
り替える切り替え手段である３ステートバッファ１９
ａ、１９ｂ、１９ｃがそれぞれ設けられており、拡張コ
ネクタ１７ａ、１７ｂ、１７ｃにはそれぞれ次の機能拡
張基板が接続されているか否かを判別する端子Ｄが設け
られている。
【００１８】端子Ｄは３ステートバッファ１９ｉ（ｉ＝
ａ、ｂ、ｃ）の入出力間をＯＮ／ＯＦＦする制御端子に
接続され、次の基板が接続されていないと、制御端子は
プルアップ抵抗でＨレベル（入出力間がＯＮ）であり、
次の基板が接続されると、端子Ｄはグランドレベルと導
通することにより、３ステートバッファ１９ｉの制御端
子はＬレベルにされて入出力間がＯＦＦ（に等しい状
態）にされる。
【００１９】従って、マザーボード１１、機能拡張基板
１２、１３の各基板はそれぞれ単独にテスト信号コネク
タ１８ｉからテスト信号を入出力してその基板に実装さ
れた被検査素子としてのＩＣを検査可能である。例えば
基板としてマザーボード１１ではテスト信号コネクタ１
８ｉからテスト信号を入力してＩＣ１４ｂ，１４ａを経
た戻りテスト信号を３ステートバッファ１９ａを経てテ
スト信号コネクタ１８ａから出力される信号を調べるこ
とにより検査することができる。
【００２０】また、基本の基板（マザーボード１１）に
次の基板が接続されていると、その基板に実装されたＩ
Ｃ１４ｂ、１４ａの戻りテスト信号を拡張コネクタ１７
ａから次の基板側に送信し、次の基板に実装されたＩＣ
に入力させてそのＩＣの戻りテスト信号を基本の基板側
に戻すような接続手段を形成し、基本の基板のテスト信
号コネクタ１８ａの出力部から出力されるその信号を調
べることにより、組み合わせ状態での動作が正常か否か
を調べることができるようにしている。
【００２１】従って、基本の基板（マザーボード１１）
のテスト信号コネクタ１８ａの出力端には、基板が単独
の場合にはその基板のＩＣ１４ｂ、１４ａを経た（第１
の）戻りテスト信号が戻ってくるが、拡張基板を接続し
た場合には、（第１の）戻りテスト信号を拡張基板のＩ
Ｃに入力した第２の戻りテスト信号が戻ることになる。
つまり、拡張基板を接続しない場合と拡張基板を接続し
た場合とで共通のテスト信号の入出力接続状態で検査が
できるので、検査を行い易い。
【００２２】このように本実施の形態では基板が単独の
場合にはその基板に設けたテスト信号コネクタ１８ｉか
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らテスト信号を入出力させて、動作状態を簡単に調べる
ことができると共に、基本の基板に次の基板（具体的に
はマザーボード１１に第１の機能拡張基板１２）が接続
されていると、３ステートバッファ１９ａの入出力間を
ＯＦＦにして、拡張コネクタ１７ａから次の基板側に戻
りテスト信号を送信し、該次の基板に実装されたＩＣに
対してカスケード的に入力し、最終的には次の基板が接
続されていない（最後の）基板からの戻りテスト信号を
基本の基板（マザーボード１１）のテスト信号コネクタ
１８ａに戻してその共通の出力部から出力させるように
して、拡張基板が接続された場合にも簡単に検査を行え
るようにしている。
【００２３】次に本実施の形態の作用を説明する。電子
内視鏡２は光源装置３が出射する照明光を導光し、挿入
部６先端に配設された図示しない照明光学系を経て出射
し、被写体を照明する。また、挿入部６の先端に配設さ
れた対物光学系及びその結像位置に配置された固体撮像
素子によって被写体像を撮像信号に変換し、映像信号処
理装置４に伝送する。映像信号処理装置４は撮像信号に
対する映像信号を生成する処理を行い、生成した映像信
号をＴＶモニタ５に出力し、その表示面に内視鏡画像を
表示する。
【００２４】基板の動作検査を行う為のテスト信号は、
各基板単独の検査の場合は以下のように伝送される。マ
ザーボード１１の場合：テスト信号コネクタ１８ａ→Ｉ
Ｃ１４ｂ→ＩＣ１４ａ→３ステートバッファ１９ａ→テ
スト信号コネクタ１８ａ。第１の機能拡張基板１２の場
合：テスト信号コネクタ１８ｂ→ＩＣ１５→テスト信号
コネクタ１８ｂ。
【００２５】第２の機能拡張基板１３の場合：テスト信
号コネクタ１８ｃ→ＩＣ１６→テスト信号コネクタ１８
ｃ。これによりテスト信号コネクタ１８ａないしは１８
ｃに（検査装置として例えば）パーソナルコンピュータ
（ＰＣと略記）等の外部機器を接続し、テスト信号を送
受信する事により基板単独の動作検査を簡単に行うこと
ができる。
【００２６】また、図２に示すようにマザーボード１１
に第１の拡張基板１２を接続し、この第１の拡張基板１
２に第２の拡張基板１３を接続した場合では切り替え手
段としての３ステートバッファ１９ａ～１９ｃが動作
（３ステートバッファ１９ａ、１９ｂは入出力間がＯＦ
Ｆ、３ステートバッファ１９ｃは入出力間がＯＮ）し、
以下のようになる。
【００２７】テスト信号コネクタ１８ａ→Ｃ１４ｂ→Ｉ
Ｃ１４ａ→ＩＣ１５→ＩＣ１６→３ステートバッファ１
９ｃ→テスト信号コネクタ１８ａ。これによりテスト信
号コネクタ１８ａに（基板単独の場合と同様に共通の）
外部機器を接続しテスト信号を送受信する事によって組
み合わせ状態での動作検査も簡単に行うことができる。
従って、少ない（検査）設備でも、基板単独は勿論、複
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数の基板を接続した状態でも共通の外部機器で簡単かつ
効率よく検査を行うことができ、製造効率を向上でき
る。
【００２８】なお、ＩＥＥＥ１１４９のテストプロトコ
ルは本明細書の要点に直接関係するものではないので、
テストプロトコルとしてはＩＥＥＥ１１４９とは異なる
他のプロトコルを用いても良い。
【００２９】図３は本実施の形態における映像信号処理
装置４の映像処理回路のブロック図を示す。マザーボー
ド１１には、映像信号処理回路を構成するプリプロセス
回路２１、アイソレーション回路２２ａ、ＤＳＰ回路２
３、出力回路２４、及び（第２の）アイソレーション２
２ｂ、及びＳＳＧ回路２６が設けられている。
【００３０】また、第１の機能拡張基板１２には画像処
理回路２７、及びマスク信号変換回路２８が設けられて
おり、第２の機能拡張基板１３には画像記録回路２９が
設けられている。そして、拡張コネクタ１７ａ、１７ｂ
を介して、映像信号、及びタイミング信号がそれぞれチ
ェーン状に接続された構成となっている。
【００３１】次にこの映像信号処理装置４の作用を説明
する。電子内視鏡２より得られた撮像信号はプリプロセ
ス回路２１にてサンプリングされた後にＡ／Ｄ変換され
る。そしてアイソレーション回路２２ａを介してＤＳＰ
回路２３に入力され、Ｙ／Ｃ分離、マトリクス変換、ホ
ワイトバランスといった基本映像信号処理が施され、機
能拡張基板１２に伝送される。
【００３２】また、ＳＳＧ回路２６は映像処理に必要な
各種タイミング信号や、無効撮像領域を示すマスク信号
を作成し、それぞれマザーボード１１及び機能拡張基板
１２、１３の各部に供給する。
【００３３】ここで、機能拡張基板１２の画像処理回路
２７は入力される３×３のフィルタ処理を行う。この
際、前述のマスク信号を用いて有効撮像領域と無効撮像
領域との境界部にフィルタ処理を行わない様に信号処理
を行う。また、マスク信号変換回路２８は、次ブロック
に伝送されるマスク領域を入力信号のタイミングよりも
全方向に対して１画素分少ない領域に変換して機能拡張
基板１３に出力する。
【００３４】そして、映像記録回路２９はこの変換され
たマスク信号を用いて映像にブランキングをかけて、無
効撮像領域を黒レベルとして図示しない記録メディアに
記録する。そして同信号は機能拡張基板１３よりマザー
ボード１１に伝送され、出力回路２４を経てＴＶモニタ
５に出力される。
【００３５】図４は本実施の形態における映像信号処理
装置４のマザーボード１１と機能拡張基板１２、１３の
接続形態を示す。接続形態は図示したようにマザーボー
ド１１と、機能拡張基板１２、１３と、拡張コネクタ１
７ａ、１７ｂと、フレキシブルプリント基板（以下ＦＰ
Ｃ）３１と、基板支持棒３２により構成されており、Ｆ



(5) 特開２００２－１３６４７８

10

20

30

40

50

7
ＰＣ３１の長さは基板支持棒３２よりも長くなってい
る。
【００３６】次に本実施の形態における接続形態の作用
を説明する。基板の間隔（図中Ａの長さ）は基板支持棒
３２の長さによって決定される。すなわち、本映像信号
処理装置４の筐体が大きい場合は、基板からの放熱性を
高めるために基板支持棒３２を長くする事により基板間
隔を広く設定し、機器の小型化が必要な場合は基板支持
棒３２を短くする事により基板間隔を狭くするようにす
る。
【００３７】また、図５は変形例における映像信号処理
装置４のマザーボード１１と機能拡張基板１２、１３の
接続形態を示す。接続形態は図示したようにマザーボー
ド１１と、機能拡張基板１２、１３と、拡張コネクタ１
７ａ、１７ｂと、フレキシプルプリント基板（以下ＦＰ
Ｃ）３１と、基板支持棒３２とにより構成されている。
【００３８】また、本変形例では機能拡張基板基板１
２、１３の回路を更に集積し小型にしたものであり、そ
の接続形態は機能拡張基板１２、１３がマザーボード１
１の上方に平行に並んでいる構成となっている。本変形
例の作用は図４の場合とほぼ同様である。
【００３９】本実施の形態は以下の効果を有する。本実
施の形態の構成にあっては、テスト信号切り替え手段で
ある３ステートバッファを設けたので、１つの検査設備
を用いて映像信号処理装置４のマザーボード１１及び各
種機能拡張基板１２、１３の単独の動作試験と、各基板
を組み合わせた状態での検査が可能となる為、少ない設
備で製造効率を向上させる事が可能になる効果を有す
る。
【００４０】また、マザーボード１１のテスト信号コネ
クタ１８ａ～１８ｃを図２に示したように映像信号処理
装置４の筐体外部から接続可能にしたので、筐体を開け
る事なく組み合わせの検査を行う事が可能となる為、更
なる製造効率の向上につながる効果を有する。また、機
能拡張基板１２にマスク信号変換回路２８を設けたの
で、無効撮像領域と有効撮像領域の境界を鮮明に画像記
録する事が可能になる効果を有する。
【００４１】更に、マザーボード１１と機能拡張基板１
２、１３の接続形態は自由度が高く、複数の機能基板を
接続した場合にも小型な筐体サイズに収める事が可能と
なる為、多機能で且つ小型な内視鏡撮像装置を提供でき
る効果を有する。
【００４２】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図６及び図７を参照して説明する。図６は
本発明の第２の実施の形態の内視鏡装置のブロック図を
示す。なお、第１の実施の形態と同様の構成要素は同一
符号にて示す。
【００４３】第２の実施の形態の内視鏡装置４１は電子
内視鏡２、ＴＶカメラ４２、光源装置４３、映像信号処
理装置４４、ＴＶモニタ５とにより構成され、電子内視
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鏡２とＴＶカメラ４２はそれぞれ映像信号処理装置４４
に着脱可能に接続されるようになっている。
【００４４】映像信号処理装置４４は、プリプロセス回
路２１、アイソレーション回路２２ａ、ＤＳＰ回路２
３、出力回路２４、ＳＳＧ回路２６、アイソレーション
回路２２ｂ、明るさ検出回路４５、紋り制御回路４６、
撮像部検知回路４７、マスクサイズ検出回路４８、及び
最小値記憶回路４９が設けられており、それぞれ図６に
示したように接続されている。
【００４５】また、光源装置４３には絞り駆動回路５
１、及び絞り５２が設けられた構成となっており、絞り
制御回路４６と絞り駆動回路５１は外部のケーブル５３
によって接続された構成となっている。次に本実施の形
態の作用を説明する。
【００４６】内視鏡装置４１の電子内視鏡２と組み合わ
せた場合の作用、及び映像信号処理装置４４に関する作
用は第１の実施の形態と同様である。ＴＶカメラ４２
は、図示しない固体撮像素子と撮像光学系を具備し、図
示しないファイバースコープ等の光学式内視鏡の接眼部
に取り付けて被写体像を観察する。被写体の照明光は光
源装置４３から光学式内視鏡に直接供給される。
【００４７】ここで、被写体の明るさ制御は以下のよう
に作用する。ＤＳＰ回路２３は被写体の輝度信号を明る
さ検出回路４５、マスクサイズ検出回路４８に供給す
る。また、撮像部検出回路４７は撮像部の種類に応じた
撮像部判別信号を明るさ検出回路４５、マスクサイズ検
出回路４８及び最小値記憶回路４９に供給する。
【００４８】マスクサイズ検出回路４８は、撮像部判別
信号に基いて撮像部がＴＶカメラ４２の場合には従来例
と同様のマスク検出を行い、検出されたマスクサイズに
応じた出力を明るさ検出回路４５に供給する。また最小
値記憶回路４９は予め記憶された撮像部毎のマスクサイ
ズの最小値を明るさ検出回路４５に供給する。明るさ検
出回路４５はこれらの入力から、図７に示すフロー図に
従って被写体の明るさを検出する。
【００４９】ステップＳ１にて被写体の輝度信号の積分
を行い、ステップＳ２にて撮像部判別信号により条件分
枝する。撮像部がＴＶカメラ４２の場合はステップＳ３
ａにてマスクサイズ検出回路４８の出力値（マスクサイ
ズ）と最小値記憶回路４９の出力値（最小値）を比較す
る。
【００５０】そして、マスクサイズ検出回路４８の出力
値（マスクサイズ）が最小値記憶回路４９の出力値（最
小値）より大きい場合にはステップＳ４ａにてマスクサ
イズ検出回路４８の出力値のマスクサイズに決定し、こ
れに該当しない場合にはステップＳ４ｂに移り最小値の
マスクサイズに決定し、それそれステップＳ５に進む。
【００５１】他方、撮像部が電子内視鏡２の場合はステ
ップＳ３ｂにてマスクサイズを最小値に決定しステップ
Ｓ５に進む。ステップＳ５ではステップＳ１で求めた積
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分値をマスクサイズで除算して、被写体の明るさ平均値
を検出する。
【００５２】上述のようにして求められる明るさ検出回
路４５の出力は絞り制御回路４６に入力され、ラグリー
ドフィルタ処理が施されて光源装置４３の明るさ制御値
に変換され、ケーブル５３を介して光源装置４３の絞り
駆動回路５１に入力される。光源装置４３は絞り駆動回
路５１への入力信号と、適切な明るさの場合に対応する
基準信号とを比較して駆動信号を作成し、絞り５２を駆
動する事によって光源装置４３の出射光量を制御する。
【００５３】本実施の形態は以下の効果を有する。本実
施の形態の内視鏡装置４１にあっては、撮像部にＴＶカ
メラ４２が接続された場合にも電子内視鏡２が接続され
た場合にも常に最適な明るさ検出が行える事により、表
示画像の明るさを常に適正に行う事が可能になる効果を
有する。
【００５４】（第３の実施の形態）次に本発明の第３の
実施の形態を図８及び図９を参照して説明する。図８は
第３の実施の形態における映像信号処理装置の構造を示
し、図９はマザーボードで構成される回路ブロックの構
成を示す。
【００５５】図８に示すように第３の実施の形態におけ
る映像信号処理装置６０は収納筐体の例えば底部を構成
する金属製のシャーシ６１の上面の複数箇所にその下端
が固定して上方に立設される支持棒６２Ａ、６２Ｂ、６
２Ｃによりその上端に、支持棒固定孔６３ａ（図８では
１つのみを具体的に示す）を設けたマザーボード６３が
固定され、このマザーボード６３はシャーシ６１の面と
平行に固定できるようにしている。このマザーボード６
３の基板上面には拡張コネクタ６４が設けられている。
【００５６】また、このマザーボード６３には、複数の
支持棒６５Ａ、６５Ｂを介して機能を拡張する第１機能
拡張基板６６が取り付けられ、この第１機能拡張基板６
６の底面側に設けた拡張コネクタ６７はマザーボード６
３の基板上面の拡張コネクタ６４と嵌合して電気的に接
続される。
【００５７】また、この第１機能拡張基板６７の基板上
面には拡張コネクタ６８が設けてある。そして、この第
１機能拡張基板６７には、複数の支持棒６９Ａ、６９Ｂ
を介して機能を拡張する第２機能拡張基板７０が取り付
けられ、この第２機能拡張基板７０の底面側に設けた拡
張コネクタ７１は第１拡張基板６６の基板上面の拡張コ
ネクタ６８と嵌合して電気的に接続される。
【００５８】また、この第２機能拡張基板７０の基板上
面には拡張コネクタ７２が設けてある。ここで、拡張コ
ネクタ６７と６８、および７１と７２は各機能拡張基板
６６、７０の表裏同位置に配設されている。また、拡張
コネクタ６７、７１は同じ位置に設けてあり、また拡張
コネクタ６８、７２も同じ位置に設けてある。
【００５９】また支持棒６５Ａ、６５Ｂと６９Ａ、６９
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Ｂをそれぞれ取り付ける固定孔６６ａ、７０ａの位置も
両機能拡張基板６６、７０で同じ位置となっている（図
８では、支持棒６５Ａに対する固定穴６６ａと、支持棒
６９Ａに対する固定穴７０ａのみを断面図で示している
が、支持棒６５Ｂ及び６９Ｂに対する固定穴６６ａ、７
０ａも同じ構造である）。
【００６０】また、両拡張基板６６、７０は基板サイズ
が同一であり、また支持棒６５Ａ、６５Ｂと、６９Ａ、
６９Ｂも同じ構造であり、例えばその一端（下端）には
ネジ穴部が、他端（上端）にはネジ部が形成されてい
る。また、マザーボード６３においても、機能拡張基板
６６或いは７０が積層される部分の構造は機能拡張基板
６６或いは７０と同じ構造になっている。
【００６１】つまり、マザーボード６３における複数の
支持棒６２Ａ、６２Ｂのネジ部が貫通する複数の固定穴
６３ａの位置は、例えば第１拡張基板６６の固定穴６６
ａと同じ位置に設けられ、また拡張コネクタ６４の（複
数の固定穴６３ａに対する）取付位置は第１拡張基板６
６における（複数の固定穴６６ａに対する）拡張コネク
タ６８の取付位置と同じである。
【００６２】従って、図８に示すようにマザーボード６
３上に、支持棒６２の上にネジ穴部を設けた支持棒６５
Ａ、６５Ｂを取り付けてその上端に第１機能拡張基板６
６を取り付けると、その拡張コネクタ６７は拡張コネク
タ６４の位置に対向し、嵌合接続できる状態であり、こ
の第１機能拡張基板６６を取り付けたのと同様の作業
で、第２拡張基板７０を積層させるように取り付けるこ
ともできる。
【００６３】また、マザーボード６３上に第２機能拡張
基板７０を取り付け、その上に第１機能拡張基板６６を
取り付けることもできる。つまり、第１及び第２の拡張
基板６６、７０の取付順序を考慮しなくても、両拡張基
板６６、７０を殆ど同じ作業で取り付けることができる
ようにしている。
【００６４】尚、上に基板が積層されない基板（図８で
は第２機能拡張基板７０）では固定穴７０ａを通した支
持棒６９Ａ、６９Ｂの上端のネジ部はそれぞれナット７
３で固定される。また、マザーボード６３においても、
上に基板が積層されない部分の支持棒６２Ｃの上端のネ
ジ部はナット７３で固定される。
【００６５】更に、本実施の形態では、マザーボード６
３には図示しない外部の光源装置（例えば図６のブロッ
ク図で示す光源装置４３）に（絞り駆動回路５１を駆動
する）明るさ制御信号を伝送する為のケーブル７４の一
端が接続コネクタで７５で接続され、このケーブル７４
の他端は筐体のリアパネル７６の外部接続用のコネクタ
７７と接続される構成となっている。
【００６６】この場合、ケーブル７４はシャーシ６１に
沿って配置され、その際シャーシ６１と例えば溶接等に
より能動的に電気接続のはかられたシールド７８（図８
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の斜線部）の内側を挿通し、十分なシールド機能を達成
する構成となっている。なお、シャーシ６１の両側面に
は側板が、前面にはフロントパネル７９が、シャーシ６
１と対向する上面にはトップカバー８０がそれぞれ設け
られ、箱型の収納筐体が形成された構成となっている。
【００６７】また、図９はマザーボード６３の回路ブロ
ック図を示す。マザーボート６３は、コネクタ８１を介
して電子内視鏡等の撮像部に接続されるプリプロセス回
路８２と、このプリプロセス回路８２の出力信号を絶縁
するアイソレーション回路８３ａと、このアイソレーシ
ョン回路８３を経た信号が入力されるＤＳＰ回路８４
と、このＤＳＰ回路８４の出力信号が入力される出力回
路８５と、各種タイミング信号を発生するＳＳＧ回路８
６とを有する。出力回路８５から出力される映像信号は
コネクタ８９を経てＴＶモニタに入力される。
【００６８】ＳＳＧ回路８６の各種タイミング信号はア
イソレーション回路８３ｂを経てプリプロセス回路８２
に印加される。また、ＤＳＰ回路８６の出力信号は明る
さ検出回路８７に入力され、被写体の明るさを検出した
信号をアイソレーション回路８３ｃを経て絞り制御回路
８８に出力する。
【００６９】この絞り制御回路８８の出力信号はケーブ
ル７４を経てコネクタ７７に印加され、このコネクタ７
７に接続される図示しないケーブルを介して光源装置に
送られ、光源装置内部の絞りの開閉に使用され、照明の
光量を調整して、ＴＶモニタに表示される被写体画像が
適切な明るさとなるように制御する。
【００７０】本実施の形態では明るさ検出回路８７と絞
り制御回路８８との間がアイソレーション８３ｃによっ
て電気的に分離されており、絞り制御回路８８はそのグ
ランドが２次回路のグランドや１次回路のグランド（大
地）とはフローティングされた患者回路となっている。
【００７１】このような構成の本実施の形態は、第１の
実施の形態或いは第２の実施の形態と同様の作用を有す
る。
【００７２】また、本実施の形態では、図８に示すよう
に第１機能拡張基板６６や第２機能拡張基板７０を装着
した構成とする場合、機能拡張基板６６、７０の基板サ
イズを同一として、また拡張コネクタ６７、６８、７
１、７２の位置を表裏同じ位置にしているので、組立作
業が簡単にできる。つまり、マザーボード６３上に支持
棒６５Ａ等を介して第１拡張基板６６や７０を取付け、
その上に同じ位置に同様の作業でさらに機能拡張基板７
０や６６を順次積層する作業で簡単に組立ができる。
【００７３】また、シャーシ６１と能動的に電気接続さ
れたシールド７８を用いてケーブル７４をシールドして
いるので、患者回路を構成するケーブル７４を有効にシ
ールドする事が可能となり、周囲に放射する電磁ノイズ
を低減する事が可能となると共に、外部からの電磁ノイ
ズの侵入を低減することができる。
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【００７４】従って本実施の形態は、以下の効果を有す
る。本実施の形態によれば、映像信号処理装置６０の拡
張コネクタ６７等の配置を表裏同位置とし、基板サイズ
を同一としたので、組み立てる際に単純にマザーボード
６３に積層してゆく事ができ、組み立て性が良好になる
効果を有する。また、シャーシ６１と能動的に電気接続
されたシールド７８を用いてシールド手段を構成してい
るので、患者回路を構成するケーブル７４を有効にシー
ルドする事が可能となり、電磁ノイズの放射や侵入を有
効に低減する事ができる。
【００７５】なお、機能拡張基板６６、７０の基板サイ
ズは同じにするものに限定されるものでなく、例えば縦
或いは横方向の一方を同じとし、他方の横或いは縦方向
のサイズを異なるものとしても良い。この場合、サイズ
の大きい方の機能拡張基板を下側にして、リアパネル７
６等に設けた機能拡張のための機能拡張コネクタにケー
ブルの一端を接続し、他端を機能拡張基板のケーブルコ
ネクタに接続することが必要となるような場合、ケーブ
ルコネクタへの着脱が複数の拡張基板の積層後も容易に
できるようにしても良い。
【００７６】［付記］０．被写体を撮像する撮像手段に
より得られた撮像信号に対して所定の基本処理する基本
映像処理基板と、前記基本映像処理基板に着脱自在に接
続し、前記撮像信号に対して所定の拡張処理する拡張処
理基板とを備えた内視鏡装置において、動作検査を行う
ために、前記基本映像処理基板に実装された第１の被検
査素子に対してテスト信号を入力するための入力部と、
前記基本映像処理基板に実装された第１の被検査素子の
正常な動作によって前記第１の被検査素子より出力され
た第１の戻りテスト信号を前記拡張処理基板に実装され
た第２の被検査素子に送信するともに前記第２の被検査
素子の正常な動作によって前記第２の被検査素子より出
力された第２の戻りテスト信号を前記基本映像処理基板
に送信する接続手段と、前記接続手段の接続状態に応じ
て、前記第１の戻りテスト信号と第２の戻りテスト信号
とを切り替える切り替え手段と、前記切り替え手段に出
力されたテスト信号を外部に出力する出力部と、を備え
たことを特徴とする内視鏡装置。
【００７７】１．電子内視鏡と、前記電子内視鏡の出力
する撮像信号を処理する映像信号処理装置から構成され
る内視鏡撮像装置であって、前記映像信号処理装置は、
基本映像信号処理基板と複数の機能拡張基板からなり、
前記基本映像処理基板及び前記機能拡張基板の各々に基
板の動作試験を行う為のテスト信号入出力部を設け、前
記基本映像処理基板と前記機能拡張基板との接続部に前
記テスト信号を導通接続すると共に、前記テスト信号の
接続経路を前記基本映像処理基板と前記機能拡張基板と
の接続状態に応じて切り替える切り替え手段を設けた事
を特徴とする内視鏡撮像装置。
【００７８】（付記１の作用）基本映像処理基板、機能
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拡張基板の基板単独の動作試験を行う場合には、各基板
に設けられたテスト信号入出力部にＰＣ等の外部機器を
接続して、例えばＩＥＥＥ１１４９に規定されるテスト
信号によって動作検査を行う。また、複数の基板が接続
された状態では、切り替え手段によって組み合わされる
基板の半導体集積回路の全てがチェーン状に接続される
ようにテスト信号の接続経路が切り替えられ、前記テス
ト信号入出力部の１つを用いて外部機器から組み合わせ
状態での動作検査を行う。（付記１の効果）基板単独の
動作検査と複数の基板組み合わせた状態の動作検査を外
部ＰＣ等の同一の機器で行う事が可能となる為、内視鏡
撮像装置を少ない設備で効率良く製造する事が可能とな
る効果を有する。
【００７９】２．電子内視鏡と、前記電子内視鏡の出力
する撮像信号を処理する映像信号処理装置から構成され
る内視鏡撮像装置であって、前記映像信号処理装置は、
基本映像信号処理基板と複数の機能拡張基板からなり、
前記基本映像処理基板と前記機能拡張基板の間に、画像
処理を施す領域を示すエリア信号を導通接続するととも
に、前記機能拡張基板に前記エリア信号のタイミングを
変換するエリア信号変換手段を設けた事を特徴とする内
視鏡撮像装置。（付記２の課題）従来例においては電子
内視鏡に使用される固体撮像装置の総画素数は少ない
為、表示上は図１０に斜線で示したようなマスク領域に
よってマスキングして表示するようになっている。そし
て、この無効撮像領域を示すマスク信号は同図に示した
垂直マスク信号及び水平マスク信号の２種類の信号の論
理積によって形成されており、マスク信号がアクティブ
となる無効撮像領域では映像信号が黒レベルに固定され
た状態となっている。
【００８０】ここで、このような無効撮像領域を持つ映
像信号に対して図１１に示す３×３の空間フィルタを用
いた映像信号処理を行う場合、図中に斜線で示した中心
画素に対して周辺８画素を用いた演算を行う為、図１０
のＢ部を拡大した図１２に斜線で示した画素、すなわ
ち、無効撮像領域と有効撮像領域の境界線Ｃに隣接する
画素に関しては８画素のいずれかが無効撮像領域となる
為、適性なフィルタ処理が行われず、画像の境界が不鮮
明になるという欠点があった。これを、従来の機能拡張
方式の内視鏡撮像装置に適用して、フィルタ処理した画
像を静止画記録する記録機能を備えた機能拡張基板に入
力した場合、マスク信号どおりにブランキングをかけて
記録するため、境界がぼけた画像が記録されてしまう欠
点があった。
【００８１】（付記２の目的）画素数の少ない固体撮像
素子で撮像された映像信号をフィルタ処理した場合に、
有効撮像領域と無効撮像領域の境界を鮮明に画像記録す
る事が可能な内視鏡撮像装置の提供。
（付記２の作用）エリア信号変換手段によって次段に伝
送する映像信号に合致したエリア信号に変換し、このエ
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リア信号で映像信号にブランキングをかけて画像記録処
理を施す。
（付記２の効果）画素数の少ない電子内視鏡の画像の有
効撮像領域と無効撮像領域の境界を鮮明に画像記録する
事が可能になる効果を有する。
【００８２】３．電子内視鏡と、前記電子内視鏡の出力
する撮像信号を処理する映像信号処理装置から構成され
る内視鏡撮像装置であって、前記映像信号処理装置は、
基本映像信号処理基板と複数の機能拡張基板からなり、
前記基本映像処理基板及び前記機能拡張基板をフレキシ
ブル配線部材にて導通接続した事を特徴とする内視鏡撮
像装置。
【００８３】（付記３の課題）従来の内視鏡撮像装置の
マザーボードと機能拡張基板の接続方法では、基板の大
きさや接続用コネクタの位置が固定されてしまう為、接
続の自由度がないという欠点があった。また、従来の映
像信号処理装置の多機能化を計るには、複数の機能拡張
基板を接続する必要がある為、接続枚数に応じて機器が
大型化する欠点があった。
（付記３の目的）拡張基板の接続の自由度が増え、多機
能且つ小型な内視鏡撮像装置を提供する事にある。
（付記３の作用）フレキシブル配線材料によって複数の
機能拡張基板を接続する。
（付記３の効果）機能拡張基板の接続形態に自由度が大
きくなるので、多機能且つ小型な内視鏡撮像装置を提供
する事が可能になる効果を有する。
【００８４】４．挿入部先端に固体撮像素子を内蔵した
複数種の電子内視鏡と、内視鏡の接眼部に着脱自在に取
り付けられ内視鏡から伝送される被写体の光学像を固体
撮像素子にて撮像する複数種のＴＶカメラと、前記電子
内視鏡または前記ＴＶカメラが着脱自在に接続され、前
記固体撮像素子から出力される撮像信号を処理する映像
信号処理装置から構成される内視鏡撮像装置であって、
前記映像信号処理装置に前記撮像信号の信号レベルに応
じて被写体領域を検出するマスク検出手段と、予め設定
された前記被写体領域の最小領域を記憶する最小領域記
憶手段と、前記マスク検出手段および前記最小領域記憶
手段の出力に応じて内視鏡像の明るさを検出する明るさ
検出手段を設けた事を特徴とする内視鏡撮像装置。
【００８５】（付記４、５の従来技術）特公平７－０８
９１７８（特開昭６３－１５５１１７）がある。
（付記４の課題）従来のＴＶカメラを用いた内視鏡撮像
装置における有効撮像領域の検出方法では、明暗の大き
な被写体を撮像した場合、暗部が閾値を超えてしまうと
有効被写体領域であっても無効領域と判別されてしまう
為、明るさ検出が適正に行えなくなる事があった。
（付記４の目的）明暗の大きな被写体を撮像した場合の
明るさ検出を適切に行う事により、表示画像の明るさ制
御を適正に行う事が可能な内視鏡撮像装置の提供。
（付記４の作用）マスク検出手段の検出する有効撮像領
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域と最小領域記憶手段の出力を比較し、マスク検出＞最
小領域の場合は有効撮像領域をマスク検出手段の出力値
とし、マスク検出＜最小領域の場合は有効撮像領域を最
小領域記憶手段の出力値とする。被写体の明るさ検出
は、画面全体の輝度信号の積分値を前記有効撮像領域の
画素数で除算する事によって検出する。
【００８６】５．挿入部先端に固体撮像素子を内蔵した
複数種の電子内視鏡と、内視鏡の接眼部に着脱自在に取
り付けられ内視鏡から伝送される被写体の光学像を固体
撮像素子にて撮像する複数種のＴＶカメラと、前記電子
内視鏡または前記ＴＶカメラが着脱自在に接続され、前
記固体撮像素子から出力される撮像信号を処理する映像
信号処理装置から構成される内視鏡撮像装置であって、
前記映像信号処理装置に前記電子内視鏡及びＴＶカメラ
の種類を判別する判別手段と、前記判別手段の判別結果
に基づいて、前記明るさ検出手段の動作を切り替える事
を特徴とする請求項４記載の内視鏡撮像装置。
【００８７】（付記５の課題）挿入部先端に固体撮像装
置を設けた電子内視鏡と請求項４記載のＴＶカメラとの
いずれかを接続できるようにした内視鏡撮像装置の映像
信号処理装置において、ＴＶカメラが接続される場合に
は請求項４と同様の課題があった。また、電子内視鏡を
接続する場合、ＴＶカメラとは異なり有効撮像領域は固
体撮像素子全体となる。すなわち、ＴＶカメラのように
種々の内視鏡の接眼倍率や光学アダプターの結像倍率に
有効撮像領域の大きさが左右される事がない。この場合
には従来例のような有効撮像領域を検出する必要はな
い。
（付記５の目的）電子内視鏡またはＴＶカメラが着脱自
在に接続される内視鏡撮像装置において、明るさ検出を
適正に行う事により表示画像の明るさ制御を適正に行う
事が可能な内視鏡撮像装置の提供。
（付記５の作用）判別手段によって、映像信号処理装置
に電子内視鏡が接続されているかＴＶカメラが接続され
ているかを判別する。そして、電子内視鏡の接続時に
は、被写体の明るさ検出は固体撮像装置の全画素数の輝
度信号の積分値を固体撮像装置の全画素数で除算する事
により検出する。また、ＴＶカメラの接続時には請求項
４と同様の作用にて被写体の明るさ検出を行う。
（付記４，５の効果）電子内視鏡とＴＶカメラが使用可
能な内視鏡撮像装置において、モニタに表示される内視
鏡像の明るさ制御を適正に行う事が可能になる効果を有
する。
【００８８】
【発明の効果】
【００８９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被
写体を撮像する撮像手段により得られた撮像信号に対し
て所定の基本処理する基本映像処理基板と、前記基本映
像処理基板に着脱自在に接続し、前記撮像信号に対して*
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*所定の拡張処理する拡張処理基板とを備えた内視鏡装置
において、動作検査を行うために、前記基本映像処理基
板に実装された第１の被検査素子に対してテスト信号を
入力するための入力部と、前記基本映像処理基板に実装
された第１の被検査素子の正常な動作によって前記第１
の被検査素子より出力された第１の戻りテスト信号を前
記拡張処理基板に実装された第２の被検査素子に送信す
るともに前記第２の被検査素子の正常な動作によって前
記第２の被検査素子より出力された第２の戻りテスト信
号を前記基本映像処理基板に送信する接続手段と、前記
接続手段の接続状態に応じて、前記第１の戻りテスト信
号と第２の戻りテスト信号とを切り替える切り替え手段
と、前記切り替え手段に出力されたテスト信号を外部に
出力する出力部と、を備えているので、基本映像処理基
板が単独の場合と、基本映像処理基板に拡張処理基板を
接続した場合とで共通の検査機器で簡単に行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡装置の全体
構成図。
【図２】映像信号処理装置の構成を示すブロック図。
【図３】映像信号処理装置内の映像信号処理回路の構成
を示すブロック図。
【図４】映像信号処理装置のマザーボードと拡張基板の
接続形態を示す斜視図。
【図５】図４の変形例を示す斜視図。
【図６】本発明の第２の実施の形態の内視鏡装置の構成
を示すブロック図。
【図７】被写体の明るさ検出の処理を示すフローチャー
ト図。
【図８】本発明の第３の実施の形態における映像信号処
理装置の構成を示す図。
【図９】図８におけるマザーボードの回路構成を示すブ
ロック図。
【図１０】従来例におけるマスキング処理して表示する
様子の説明図。
【図１１】中心画素に対して周囲の８画素で演算処理す
る説明図。
【図１２】無効撮像領域と有効撮像領域との境界線部分
では画像の境界が不鮮明になることの説明図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…電子内視鏡
３…光源装置
４…映像信号処理装置
５…ＴＶモニタ
６…挿入部
７…操作部
８…ユニバーサルコード
９ａ、９ｂ…コネクタ
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１１…マザーボード
１２…第１の機能拡張基板
１３…第２の機能拡張基板
１４ａ、１４ｂ…半導体集積回路（ＩＣ）
１５、１６…ＩＣ
１７ａ、１７ｂ、１７ｃ…拡張コネクタ
１８ａ、１８ｂ、１８ｃ…テスト信号コネクタ
１９ａ、１９ｂ、１９ｃ…３ステートバッファ *

18
*２１…プリプロセス回路
２２ａ、２２ｂ…アイソレーション回路
２３…ＤＳＰ
２４…出力回路
２６…ＳＳＧ回路
２７…画像処理回路
２８…マスク信号変換回路
２９…画像記録回路

【図１】 【図２】

【図３】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図８】 【図９】
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